
分光装置応答特性の平準化法
－糖度選別機の機差補正法－

分析・計測
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R      = 0.98
SEC  = 0.30
SEP  = 0.34
Bias  = -0.42

糖度＝ｋ０＋ｋ１A９０６＋ｋ２A８７０

計算結果

検量線作成
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親機 子機

親機で作成した検
量線を子機へ適用

検量線の適用

親機の平均
スペクトル

子機の平均
スペクトル

平均スペクトル

平均スペクトルの
差で子機を補正

バイアス有

補正前
•親機のデータ
•子機のデータ

補正後
•親機のデータ
•子機のデータ

バイアス無

(結論) 子機の親機に対する機差(吸光度の違い)を複数試料のスペクトルの平均ス
ペクトルから求め、その吸光度の違いを子機のスペクトルから差し引くことによ
り得られる補正スペクトルを用いることにより、親機で開発した検量線をそのま
ま子機で利用することが可能になった。

（目的）基準の糖度選別機(親機)で開発した検量線を他の選別機(子機)に移設す
る場合、バイアス補正が不可欠である。通常、バイアス補正は従来法で精密に分
析した化学分析値と比較することにより行われるため、補正を必要とする子機が
多数ある場合その作業は容易ではない。そこで、本研究は、バイアス補正に変わ
る新しい方法として、バイアス発生の原因である親機と子機の機差そのものを補
正する方法について検討した。
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